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Révision de Ia présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refiete bien I’état
actuel de la technique.

Les renseignements relatifs a ce travail de révision, a I’établisse-
ment des éditions révisées et aux mises & jour peuvent étre obtenus
aupres des Comités nationaux de la CEI et en consultant les docu-
ments ci~dessous:

@ Bulletin de lIa CEI

@ Rapport d’activité de la CEI

Publié annuellement

® Catélogue des publications de la CEI
Publié annuellement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera 4 la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
technique International (V.E.L.), qui est établie sous forme de
chapitres séparés traitant chacun d’un sujet défini, I'Index
général étant publié séparément. Des détails complets sur le
V.E.I. peuvent étre obtenus sur demande.

Les termes et définitions figurant dans la présente pubijcation
ont été soit repris ‘du V.E.IL., soit spécifiquement approuves aux
fins de cette publication.

Symboles graphiques et littéra

Pour les symboles graphigu:
d’usage général approuvés pa
— la Publication 27 de I3

en électrotechnique ;

spécifiquement approuvés auX findvde cette publication.

| Autres publications de la CEI établies par le méme
Comiité d’Etudes J

L’attention du lecteur est attirée sur la page 3 de la couverture,
qui énumére les autres publications de la CEI préparées par le
Comité d’Etudes qui a établi la présente publication.
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Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC sources:

® 1EC Bulletin

©® Report on IEC Activities
Published yearly
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Published yearl

s and definitions contained in the present publication
cither been taken from the I.E.V. or have been specifically
&d for the purpose of this publication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved
by the IEC for general use, readers are referred to:

— IEC Publication 27: Letter symbols to be used in electrical
technology ;

— I1EC Publication 117: Recommended graphical symbols.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC Publications 27 or 117, or
have been specifically approved for the purpose of this publi-
cation.

Other IEC publicaticns prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to the inside of the back
cover, which lists other IEC publications issued by the Technical
Committee which has prepared the present publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

METHODES D’ESSAIS DES AMPLIFICATEURS ET PREAMPLIFICATEURS
POUR SEMICTEURS POUR RAYONNEMENTS IONISANTS

PREAMBULE

40/(1970) et 340A (1974). Cette révision fut discutée
A la suite de cette réunion, le document 45(Bureau
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

TEST PROCEDURES FOR AMPLIFIERS AND PREAMPLIFIERS
FOR SEMICONDUCTOR DETECTORS FOR IONIZING RADIATION

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technica mittees onwhich\all the
National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearl an_internatipnal
consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted b 2 igt€es in that

sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wi 8 wittees should adopt
the text of the IEC recommendation for their national rules in so far ag i ions will\permit. Any divergence
between the IEC recommendation and the corresponding.national r a possiple, be clearly indicated

in the latter.

The present standard has been prepared by rnfittee No. 45, Nuclear Instrumentation.

It replaces the first edition of I hd/340A (1974). This revision was discussed

; b A A esult of this meeting, Document 45(Central

Office)109 was submitted to t xpal Committees for approval under the Six Months’ Rule in August
1977. <D :

The following countries odr of publication:

Poland
Portugal
South Africa (Republic of)
Sweden
Switzerland -
: . Turkey
Italy Union of Soviet Socialist Republics
Japan United Kingdom
Netherlands : United States of America

Other I1EC publications quoted in this standard:

Publications Nos. 333: Test Procedures for Semiconductors for Ionizing Radiation.
430: Test Procedures for Germanium Gamma-ray Detectors.
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METHODES D’ESSAIS DES AMPLIFICATEURS ET PREAMPLIFICATEURS
POUR SEMICTEURS POUR RAYONNEMENTS IONISANTS

1. Domaine d’application

Les présentes méthodes d’essais s’appliquent aux amplificateurs et préamplificateurs utilisés avec
les détecteurs semiconducteurs pour rayonnements ionisants (semicteurs). Les méthodes d’essais
pour les détecteurs associés sont décrites dans la Publication 333: Méthodes d’essais des détecteurs
semiconducteurs pour rayonnements ionisants, et dans la Publication 4 ¢thodes d’essais des
semicteurs gamma au germanium. La présente publication remplace
édition (1970) et 340A (1974).

N

2. Objet

Etablir des méthodes normales d’essais pour les amp
avec les semicteurs.

L’emploi des semicteurs s’est largement répa ¢s dernicre é¢g dans la détection des rayon-
nements jonisants et la spectroscopie & haufe résoldtign. icteurs au silicium ont trouvé leur

des rayons gamma de faible énergie. Le ictey S\grand/volume au germanium se sont révélés
trés utiles pour la détection et I'grral

pour tous les

La prése
implique

exécutés con

ECTION UN — PRESCRIPTIONS GENERALES

3. Critéres de spécification (caractéristiques essentielles)

Il convient de choisir les sous-ensembles électroniques utilisés avec les semicteurs en fonction de
la totalité¢ ou d’une partie des qualités utiles de ces détecteurs: bonne résolution, temps de montée
rapide, excellente linéarité en énergie ‘et faible mouvement propre. La qualité de tout composant
d’un systéme électronique peut &tre déterminée par comparaison avec un comportement idéal. Etant
donné que les informations recherchées par lutilisateur du semicteur concernent I'amplitude des
impulsions et le temps, il est raisonnable de caractériser un amplificateur par la distorsion spectrale
de I'amplitude des impulsions et la distorsion en temps. Il est essentiel que-les brouillages transmis
par le réseau ou par rayonnement ainsi que le bruit introduit par les circuits de terre n’influencent
pas les mesures de fagon importante. De méme, "ondulation, le ronflement, etc., provenant de la
source de polarisation du semicteur, des alimentations du préamplificateur et de 'amplificateur et
d’autres sources ne doivent pas influencer le résultat des mesures de maniére significative.
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TEST PROCEDURES FOR AMPLIFIERS AND PREAMPLIFIERS
FOR SEMICONDUCTOR DETECTORS FOR IONIZING RADIATION

1. Scope

These test procedures apply to amplifiers and preamplifiers for semiconductor detectors for
ionizing radiation. Test procedures for associated detectors are described in IEC Publication 333,
Test Procedures for- Semiconductor Detectors for Ionlzmg Radiation, and IEC Publication
430, Test Procedures for Germanium Gamma-ray Detectors. This publicati rsedes IEC
Publications 340, First Edition (1970) and 340A (1974).

2. Object

To lay down standard test procedures for amplifiers and pres
detectors.

of the detectors. This has

This standard jis not i
that such tests
procedures given He

N ONE — GENERAL REQUIREMENTS

3. Specification criteria

The electronics for semiconductor radiation detectors should be selected to complement some or all
of the following useful characteristics of these detectors: good resolution, fast pulse rise time, excellent
energy linearity, and low inherent noise. The performance of any component of an electronic system
can be described in terms of its deviation from ideal behaviour. Since the detector user seeks pulse
height and timing information, it is reasonable to specify amplifier performance in terms of pulse
height spectral distortion and timing distortion. It is essential that line and RF interference and
ground loop noise do not influence the measurements substantially. Also, ripple, hum, etc., resulting
from the detector bias supply, preamplifier and amplifier power supplies and other sources shall

‘not significantly influence the parameter measurements.
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4. Simulation de Pimpulsion fournie par un semictenr

Le signal de sortie d’un semicteur est constitué par une charge électrique. Cette charge correspond
a une impulsion de courant de 107 2 107 s environ, dépendant de la configuration du semicteur, de la
tension de polarisation, du type et de la direction de I'événement ionisant, etc. Cette impulsion de charge
peut &tre simulée en appliquant un échelon de tension & une petite capacité connectée en série &
Pentrée du préamplificateur. Un échelon de tension approprié peut étre produit par un générateur
d’impulsions utilisant un relais a contacts mouillés au mercure ou un générateur de caractéristiques
équivalentes. Le schéma de montage d’un générateur type d’impulsion « & queue » et la forme de
son impulsion de sortie sont représentés sur les figures 1 et 2. -

Relais a contacts

- - mouillés au mercure
Alimentation 6 . Zo o
de tension de - : A\ 2 Sortie

précision o) directe

Sortie
affaiblie

54078

Tension
eht d’échelle de temps

7d (décroissance exponentielle

simple) -
4

Temps

541/78

FIG2/ — Forme du signal fourni par le générateur d’impulsions de précision.

Une impulsion de charge fournie par cette forme d’onde a deux défauts:
1) elle ne simule pas les effets de collection de charge dans le détecteur, et

2) la charge injectée dans le préamplificateur pendant le temps de montée de 'impulsion est alors,
enlevée pendant le temps de descente. Le retrait de cette charge produit un dépassement négatif
(distorsion de la ligne de base) aprés chaque impulsion.

Dans un circuit comme celui de la figure 3, page 12, la charge maximale Q fournie a 'amplifi-
cateur est:
1
Q= CeVe 14 C./4.C;

’
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4. Simulating the charge pulse of a detector

The output of a semiconductor detector is a quantity of charge. This charge amounts to a current
pulse lasting from ~107° to ~107° s, depending upon detector geometry, bias voltage, type and
orientation of ionizing event, etc. This charge pulse can be simulated by applying a voltage step
to a small capacitor connected in series with the preamplifier input. A suitable voltage step can be
produced by a mercury wetted contact relay type of pulse generator or a generator with equivalent
characteristics. The circuit diagram of a typical “tail pulse” generator and its output pulse waveform
are shown in Figures 1 and 2. '

Mercury
relay

Precision (5
voltage
supply

A
Voltage

ZAa LN i : —
\\) | 'Tlme

541/78

F1G. 2. — Precision pulse generator waveform.

A charge pulse generated by this waveform has two shortcomings:
1) it does not simulate the charge collection effects in the detector, and

2) the charge that is injected into the preampliﬁer during the rise time of the pulse is then removed
during the fall time of the pulse. The removal of this charge causes an undershoot (baseline
distortion) after each pulse.

In a circuit as shown in Figure 3, page 13, the maximum charge Q delivered to the preamplifier is:

1

Q=CeVpg + Co/4,C:
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Boite Ceci 1

camoli
blindée 1€ | Préamplificateur

o~ en essai

—t_ |
= ——]"J
!Cff principal
Source de Détecteur
rayonnement [ ¥  avec sa
polarisation

F1G. 3. — Mesure du spectre de distrib

olt;

C. est la capacité en série
Vg est Pamplitude de ’échelon de tension fournie par le
A, est le gain en boucle ouverte du préamplificateur
Cy est la capacité de contre-réaction pour le préa

Si A,Cy > C,, 0n a:

. Analyseur
Oscilloscope multicanat
Générateur ’ * +
d’'impulsions v | }
de précision O—-——E- _______ ! oo

Amplificateur

€ et donc on ne pourra pas faire la compensation
Particle 10). Donc, quand on utilise un généra-
ente pour simuler une entrée de charge en paralléle avec

54278

"amplitude de I'impulsion de sortie, exprimée en volts, divisée par la charge d’entrée,

exprimée en coulombs. Le gain de conversion peut aussi s’exprimer en volts par kiloelectron-volt pour
un matériau détecteur donné. En principe, le préamplificateur sensible & la charge consiste en un
. amplificateur de tension a large bande ayant un gain élevé muni d’une contre-réaction capacitive C;

comme 2 la figure 4.

—-’—J o
543178

FiG. 4. — Schéma d’un préamplificateur sensible a la charge.

_Full document details: IEC 60340 1974

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60340-1974
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60340-1974

— 13 —

. Multichanne! pulse
Oscilloscope height analyzer
Precision pulse ’ ?
generator Vp { |
onk iy ———-- b e —
Shielded f_Cc 0 “: Preamp
box T~ under test
q\
Lt ] ‘
= 1
-
c
E f! amplifier
Radiation LA Detector Ry '
source with bias

FiG. 3. — Measurement of pulse height distribution lix

where:

- C, is the value of the series capacitor
Vp is the amplitude of the voltage step from the precision pulser
A, is the preamplifier open loop gain

C; is feedback capacitor for charge sensitive preamplifier
If A,Cy > C,, then

The pulse generator output as shown j
most cases, preamplifier response will be
means that the preamplifiepre

with an input from a
undershoot pro‘@i :
counting rate is insregst

output pulse amplitudg; expressed in volts, divided by its input charge, expressed in coulombs. The
conversion gain can also be expressed in volts per kiloelectron volt for a given detector material.
In principle, the charge sensitive preamplifier consists of a high-gain wide-band voltage amplifier
with a capacitive negative feedback C; as depicted in Figure 4.

1
H
Ct
— | >

543178

FIG. 4. — Circuit diagram of a charge sensitive preamplifier.

Full document details: IEC 60340 1974
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Pour mesurer le gain de conversion A, du préamplificateur, on utilise un géhérateur d’impulsions
de précision pour fournir un échelon de tension & un petit condensateur étalon blindé *, ce qui
permet d’injecter une impulsion de charge a I'entrée du préamplificateur par la méthode décrite a
Particle 4. L’impulsion de sortie ¥, du préamplificateur est mesurée au moyen d’un oscilloscope.

Le gain de conversion est donné par:

PR
o Ce Ve

ol:

C, = capacité, en farads, du condensateur injectant la charge

Q = charge, en coulombs, & I'entrée du préamplificateur

V, = amplitude, en volts, de I'impulsion de sortie du préamplificateur

Vg =

amplitude, en volts, de I'impulsion de sortie du générateur d’impulsion,

Générateur
d'impulsidas|

"‘Oscilloscope

544178

dma d¢ monjage pour mesurer la constante de temps de décroissance
pulsionde sortie du préamplificateur.

Pamplitude du front de descente de I'impulsion de sortie décroisse de 100% a 100% /e ot e = 2,72,
peut étre lue sur I'oscilloscope. Certains préamplificateurs ont un circuit de différentiation incorporé.
Pour éliminer un dépassement négatif indésirable, qui aurait une constante de temps égale a la
constante de temps de décroissance de la partie sensible a la charge du préamplificateur, un circuit
de compensation est généralement incorporé au préamplificateur (circuit de compensation pdle-
zéro). Ce circuit doit d’abord étre ajusté convenablement au sous-dépassement minimal avant
d’effectuer la mesure de la constante de temps de décroissance de I'impulsion de sortie du pré-
amplificateur. Le constructeur doit indiquer lar constante de temps de décroissance du préamplifi-
cateur et les conditions dans lesquelles elle a été mesurée.

* Dans un condensateur blindé C,, la capacité est mesurée entre les deux bornes isolées et le blindage (connecté
au champ électrostatique entourant la capacité) est relié a la terre.
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To measure the preamplifier conversion gain A4., a precision pulse generator is used to apply a
voltage step to a small and accurately known capacitor of the three-terminal type,* thereby injecting
a charge pulse into the preamplifier input by the method described in Clause 4. The preamplifier
output pulse ¥, is measured with an oscilloscope.

The conversion gain is:

o

Il
(WIS

I

where:

C, = capacitance, in farads, of charge injection capacitor
Q = charge, in coulombs, into the preamplifier input

V, = preamplifier output voltage, in volts

Vp = pulse generator output pulse amplitude, in volts

6. Preamplifier output pulse decay time constant

The preamplifier output pulse decay time constant can be mea

t arrangement
depicted in Figure 5.
o NSNS g (@)
"Pulse . .
generator f \>7K Oscilloscope
: 544[78
ircuibarranggment to measure preamplifier output
decaytime constant.

The P ¢ must deliver a square wave pulse with negligible drop, and pulse length

e preamplifier decay time constant to be measured. The preamplifier decay
time constant, i.€~time interval for the trailing edge of the output pulse amplitude to decrease from
100% to 100%/e, where e = 2.72, can be read from the oscilloscope. Some preamplifiers have a
built-in differentiating network. To eliminate an undesirable undershoot, having a time constant
equal to the decay time constant of the charge sensitive section of the preamplifier, a compensation
network (pole-zero cancellation network) is usually included in the preamplifier. The pole-zero
cancellation network should first be properly adjusted for minimum undershoot before preamplifier
output pulse decay time constant is measured. The manufacturer shall state the decay time constant
of the preamplifier, and the conditions under which it was measured.

* In the three-terminal type capacitor C, the capacitance is measured between two insulated terminals and the third
terminal (connected to an electrostatic shield surrounding the capacitor) is grounded.
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7. Mesure du gain'de Iamplificateur principal

Il convient de mesurer le gain de Pamplificateur principal en appliquant & son entrée un signal
échelon d’amplitude connue et en mesurant ’'amplitude de I'impulsion de sortie & ’aide d’un oscillo-
scope. Le gain de 'amplificateur principal est défini comme le quotient de 'amplitude de I'impulsion
de sortie par Pamplitude de I'impulsion d’entrée. Il convient de spécifier le gain de I'amplificateur
principal pour des réglages égaux des constantes de temps d’intégration et de différentiation. De
plus, les gains pour chacune des sorties unipolaires et bipolaires doivent en principe étre les mémes.
Toute exception & 'une ou 'autre de ces conditions doit étre indiquée.

8. Spécifications relatives au bruit de Pamplificateur

Les caractéristiques de bruit d’un amplificateur peuvent étre expriméq
de tension pour une source de signaux résistive et en unités de chargg
de signaux capacitive.

s sans\ambiguité en unités
: ie\pour une source

Le bruit & la sortie ey d’un amplificateur de gain 4 peut s’
équivalente ey, rapportée a I’entrée par:

ensSion de bruit

A

doit s’assurer que pQur toutes Io

7

trouve dans la région Yindaire de

apparei

vraie dupdi
. apd on détermine le bruit d’un amplificateur a seuil ou d’un ampli-
n rétablisseur de ligne de base, on doit utiliser la méthode avec I’analyseur

La non-linéatité peut étre mesurée en non-linéarité intégrale (NLI) et en non-linéarité différentielle
(NLD). La non-linéarité intégrale est I’écart avec une réponse linéaire, exprimé en poﬁrccntage de
Pimpulsion de sortie nominale maximale. La non-linéarité différentielle est la variation exprimée
en pourcentage du gain différentiel de amplificateur par rapport a des points de référence (voir
articles 21 et 22).

10. Spécifications relatives aux circuits de mise en forme de Pamplificateur principal

Les amplificateurs pour semicteurs peuvent utiliser différentes méthodes de mise en forme du
signal. Habituellement on utilise une mise en forme « quasi-gaussienne » dont le schéma peut &tre
représenté par la figure 6, page 18. Dans cette figure un différentiateur unique et 7 intégrateurs
effectuent le filtrage du signal d’entrée et du bruit. Le circuit de compensation pdle-zéro donne au
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7. Measurement of main amplifier gain

The main amplifier gain should be measured by driving its input with a step function of known
amplitude and measuring its output pulse amplitude with an oscilloscope. The main amplifier gain
is numerically equal to the output pulse amplitude divided by the input pulse amplitude. The specified
main amplifier gain should be for equal settings of the integrating and differentiating time constants.
Furthermore, the gain for both unipolar and bipolar outputs should be the same. Any exception to
either of these conditions shall be stated. '

8. Specifying amplifier noise

The noise performance of an ampllﬁer may be given unamblguously in unitg”of woltage for a

efer is equivalent to noise measurement with

a mult1channe1 analyzey, withig 't ive & aey of the two instruments (see Clause 15). Two .
examples where .5, noi : ivp a true indication are the use of a biased amplifier
(see Clause 23) % sorer\(see’ Clause 10). When measuring noise from a biased
amplifier or a main if ith\a~baselifie restorer (BLR), the multichannel analyzer method

must be used.

as integral nonlinearity (INL) and as differential nonlinearity (DNL). The integral nonlinearity is the
departure from linear response expressed-as a percentage of the maximum rated output pulse ampli-
tude. The differential nonlinearity is the percentage deviation in incremental amplification of the
amplifier referred to some standard points (see Clauses 21 and 22).

10.  Specifying main émpliﬁer shaping

Amplifiers for semiconductor radiation detectors may use different signal shaping methods.
Usually they employ “quasi-gaussian” shaping and can be represented by the block diagram of
Figure 6, page 19. Here the single differentiator and » integrators perform the filtering of the input
signal and noise. The pole-zero cancellation network transforms the preamplifier output signal into
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signal de sortie du préamplificateur la forme requise pour minimiser le dépassement négatif aprés
la différentiation. Le domaine des constantes de temps de décroissance qui peuvent étre adaptées
par le circuit de compensation pdle-zéro doit étre spécifié en donnant les constantes de temps de
décroissance d’entrée maximale et minimale.

Différentiateur p—»

Entrée ] Circuit de
-— compensation }—p

pole-zéro

Diftérentiateur o

n
intégrateurs

Rétablisseur de

- ligne de base >
545178
principal.

e de I'alpplificateur

- Signal de sortie
maximal nominal
de I'amplificateur

Définition

| du zéro
Temps de | {négative)
passage au
l pic |
Largeur d'impulsion définie
546178

F1G. 7. — Caractéristiques du signal de sortie.

Les caractéristiques du signal de sortie de 'amplificateur indiquées dans la figure 7 et décrites

dans cet article doivent €tre spécifiées. La « définition du zéro » est un niveau de tension arbitraire-
ment choisi pour le signal de sortie de 'amplificateur qui peut étre distingué du zéro par I'appareil
de mesure. Elle dépend de la précision et des prescriptions concernant la mesure. Il est recommandé
quelle soit égale a 1/100 ou 1/1 000 de I'amplitude maximale de créte en échelle linéaire *. Le
symbole #, représente le temps pendant lequel I'impulsion dépasse sa définition du zéro et peut étre
spécifié & 0,1% et (ou) & 1% de 'amplitude maximale de Pimpulsion. Le circuit de la figure 8,
page 20, est recommandé pour mesurer #;.

N

* Habituellement on utilisera un zéro défini a 1/100 pour la spécification des amplificateurs & rayons X ou un zéro
défini & 1/1 000 pour les amplificateurs utilisés avec des systémes a rayons gamma de haute résolution et les autres

systémes & haute résolution.

" Full document details: IEC 60340 1974
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the shape required to minimize undershoot after the differentiation. The range of preamplifier decay
time constants that can be accommodated by the pole-zero network must be specified by giving the
maximum and minimum input decay time constants.

Input
—

Pole-zero

canceliation

network

F1G. 6. — Schematic representation of the main amplifier shapj

Differentiator

Positive ’
“Defined 0" —

True 0 — —=———

9,

|

Defined pulse width

FiG. 7. — Output signal parameters.

Differentiator L
n
> integrators
Baseline
restorer
545/78

Maximum rated
amplifier
output signal

Negative
“Defined 0"

546178

The amplifier output signal parameters as defined in Figure 7 and described in this clause must
be stated. “Defined zero™ is an arbitrarily chosen voltage level at the amplifier output that is resolved
from zero by the measuring apparatus and it depends on the precision and requirements of the
measurement. It is recommended that it be 1/100 or 1/1000 of the maximum linear peak amplitude.*
The symbol #,, represents the time the pulse exceeds its defined zero and may be specified at 0.1%

and/or 1% of the maximum pulse

measuring f.

amplitude. The circuit in Figure 8, page 21, is recommended for

* Normally a 1/100 defined zero level will be used for specifying X-ray amplifiers, and a 1\/ 1000 for amplifiers to be
used with high resolution gamma-ray systems and other high resolution systems.

. Full. document details: IEC 60340 1974
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Régler le gain du générateur et de I'amplificateur pour obtenir la tension de sortie maximale
permise de I'amplificateur. Régler la sensibilité de I'oscilloscope de fagon que on puisse identifier
facilement 1% ou 0,1% de la tension de sortie maximale permise. L’effet de surcharge sur I’oscillo-
scope peut €tre réduit en utilisant un limiteur de surcharge. Le limiteur de surcharge peut consister
par exemple en diodes semi-conductrices & faible capacité et haute fréquence (telles que des diodes
de Schottky) connectées comme indiquées dans la figure 8. Le temps de passage au pic f, est l'inter-
valle de temps entre le passage de Pimpulsion 2 la définition du zéro et le moment ou elle quitte -

Pamplitude maximale. Le retard fq est I'intervalle de temps entre I'arrivée de Pimpulsion d’entrée
sur Pamplificateur et le premier passage au niveau de la définition du zéro a la sortie de amplifi-
cateur.

Note. — Si Pamplificateur comporte des fonctions de traitement de déformation des impulsions. (tels que des exten-

seurs.d’impulsion, des rétablisseurs de ligne de base et des amplificateurs & seuil), ces caractéristiques doivent
étre spécifiées a la sortie du réseau de filtrage principal.

I'amplitude maximale de sortie, la définition du zéro, t4,, #, €t 7;. NS¢
teur, ¢, est prolongé jusqu’au second passage par la définitio ive de la'partie négative
de Pimpulsion.

Générateur
d'impulsions

" Oscilloscope

Déclencheur

extérieur
A 547178
On utilise cou ; fitre ur spécifier la forme des impulsions avec une carac-
téristique niq e. Ces og_utilisent.comme caractéristique la constante de temps 7= RC d’un .
filtre e i i “RARC)” ol n est le nombre d’étages d’intégration RC. En
raison de : »des ne sont pas recommandées. Leur emp101 est néanmoins
acceptabl atiomnentre e, 74, et #; est clairement définie.

plus matvais.

11. Centroide du /pic

Calculer point par point le nombre de coups par canal diminué du bruit de fond (N, — B,) en
fonction du numéro de canal X. Déterminer le centroide du pic X par son numéro équivalent de
canal (nombre fractionnaire). Une technique commode est la méthode de la moyenne pondérée pour
les valeurs de Ny dans la partie o le pic est symétrique, par exemple au-dessus de la mi-hauteur.

. T X (N,—B)
YT (Ne—By

(Voir la Publication 430 de la CE], article 4, pour informations complémentaires.)

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60340 1974 . . ) ) . . -


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60340-1974
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60340-1974

— 21

Adjust the pulser and amplifier gain to obtain the maximum rated output voltage from the amplifier.
Adjust the oscilloscope sensitivity so that 1% or 0.1% of the maximum rated output voltage is
easily identifiable. The overload effect on the oscilloscope can be reduced by using an overload
limiter: The overload limiter may consist, for example, of low-capacitance high-frequency semi-
conductor diodes (such as Schottky barrier diodes) connected as shown in Figure 8. Peaking time ¢,
is the time interval between the pulse crossing the defined zero and its departure from maximum
amplitude. Delay time 7y is the time interval between arrival of the input pulse to the amplifier
and the first crossing of the defined zero level at the output of the amplifier.

Note. — If the amplifier includes pulse distorting processing functions (such as stretchers, baseline restorers and
biased amplifiers) these parameters must be specified at the output of the main filter ngtwark.

the defined zero level by the negative lobe of the pulse.

Overl
Pulse _ R l limjter

generator MV

scilloscope

R l External

trigger

Amplifier.

547178

characterizes the shapi
equivalent “‘semi~gayssi

I1.- Peak centre (centroid)

Calculate, point by point, the number of counts per channel less backgrdund (Nx — By) as a function
of channel number X. Determine the peak location X in terms of channel (and fractional channel)
number. A convenient technique is the weighted average method of values of N in the symmetrical
portion of the peak, e.g. above the half maximum height:

P T X (Ny—By)
" T (Ny—By)

(Refer to I E C Publication 430, Clause 4, for additional information.)
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12.  Largeur a mi-hauteur (LMH) et largeur au dixi¢éme de la hauteur (LDH) du pic

La LMH et la LDH sont déterminées en mesurant la largeur du pic spectral 2 la moitié et au
dixiéme de I'ordonnée maximale d’une courbe de (Ny—By) en fonction de X. (Des informations -
complémentaires sont données dans la Publication 430 de la CEI)

13. Autre méthode pour déterminer la LMH et le centroide du pic

Une autre méthode pour déterminer la LMH et le centroide du pic consiste & utiliser une inter-
polation linéaire entre les canaux ou une courbe interpolée et de considérer que le centroide du pic
correspond au milieu des points qui définissent la largeur & mi-hauteur. La figure 9 donne ainsi un
exemple de courbe d’un analyseur pour I'étalonnage et la mesure de la largeur de bruit. Les inter-

A Source de Fe-55

Pic de
5,894 keV

Centroide

r;s wanal

ic du générateur

Coups par canal

. 54878

Canaux

Distribution en amplitude avec un générateur d’impulsions

CTION DEUX — MESURES DE LARGEUR DE BRUIT

14. Mesure du bruit par analyse de la distribution en amplitude des impulsions

Le bruit du systéme, & I’exclusion du bruit statistique de collection de charge, peut s’exprimer
commodément en unités d’énergie. Pour un préamplificateur indépendant & température ordinaire,
la mesure de largeur de bruit peut étre utilisée pour déterminer la contribution au bruit du pre-
amplificateur. Avec un systéme cryogénique dans lequel le premier étage d’amplification n’est pas
accessible, le bruit est également une fonction de certaines caractéristiques du semicteur. La capacité
du semicteur et le courant de fuite A travers celui-ci sont présents au moment de l'essai du pré-
amplificateur du systéme cryogénique et par conséquent influencent la mesure de bruit.

La méthode recommandée pour déterminer la largeur de bruit utilise une source (ou des sources)
radioactive connue pour étalonner I'analyseur. Aprés étalonnage en énergie par canal, utiliser un
générateur d’impulsions pour déterminer la largeur de bruit du systeme (ou du préamplificateur). -
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